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Aufgabe 7.1: Der Fehleranteil der Transistoren eines Fertigungsprozesses fiir integrierte Schalt-
kreise sei bekannt und betrage:
DLt = 1dpm

Andere Fehlerarten seien zu vernachlassigen. Die Fehleranzahl des Gesamtsystems ist ndherungs-
weise poisson-verteilt. Es sollen folgende Schaltkreisgrofen betrachtete werden Ny = 5 - 105,
Ny = 10% und N3 = 2. 10° Transistoren. Bestimmen Sie fiir jede dieser Schaltkreisgréfien:

a) Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehleranzahl #F = 0, #F = 1, #F = 2 und #F = 3
betragt. 3P

b) Die zu erwartenden Fehleranzahl E (#F), 1.5P

c) Den zu erwartenden Fehleranteil E (DL) gleich der Wahrscheinlichkeit, dass der Schaltkreis
fehlerhaft ist? 1.5P

Ergebnisse bitte in folgende Tabelle eintragen:

y [#F =0 #F =1 ] #F =2 | #F =3 | E(#F) | E(DL) |

N, =5-10°
N, = 10°
N3=2.10°

Aufgabe 7.2: Fiir Speicherschaltkreise sei angenommen, dass der zu erwartenden Anteil der
fehlerhaften Speicherzellen 10~? betrigt und dass die Fehleranzahl poisson-verteilt ist. Die Schalt-
kreise seien so aufgebaut, dass bis zu zwei fehlerhafte Speicherzellen iiber Programmierbits durch
fehlerfreie Speicherzellen ersetzt werden kénnen.



Prof. G. Kemnitz, TU Clausthal. Test und Verlédsslichkeit: Aufgabenblatt 7 2

a) Wie grof darf der Erwartungswert A der Anzahl der defekten Speicherzellen je Schaltkreis
unter diesen Annahmen maximal sein und wie viele Speicherzellen darf ein Schaltkreis ma-
ximal haben, damit der zu erwartende Anteil der fehlerfreien und reparierbaren Schaltkreise
zusammen nicht weniger als 80% betriigt!. 2P

b) Tragen Sie fiir den gefundenen maximalen Erwartungswert A in die nachfolgende Tabelle
zur Kontrolle fiir #F = k = 0, 1 und 2 fehlerhafte Speicherzellen die Wahrscheinlichkeiten
ein, dass die Fehleranzahl genau so groff ist und kontrollieren Sie, dass sich in Summe 80%
ergibt. 2P

Aufgabe 7.3: Beim Ausprobieren einer neuen Software ist das System innerhalb von 100 Stun-
den Testdauer 5 mal abgestiirzt.

a) Auf welchen Bereich fiir den Erwartungswert der Anzahl der Abstiirze lassen die Beobach-
tungen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeiten a; = as = 10% schlieen. 2P

b) Angenommen, 30% der FF sind Abstiirze und die mittlere Zeit je SL betrdgt MTS = 5
Minuten, auf welchen Bereich der FF-Rate und der Zuverlissigkeit des Systems lassen die 5
beobachteten Abstiirze innerhalb von 100 Stunden schliefsen? 2P

Aufgabe 7.4: Ein Test hat 225 Fehler erkannt. In welchem Bereich liegt die zu erwartende
Anzahl der nachweisbaren Fehler mit einer Irrtumwahrscheinlichkeit von o = 1% ohne Beriick-
sichtigung moglicher Varianzerhohungen durch Nachweisabhingigkeiten? Verteilen Sie die Ge-
samtirrtumswahrscheinlichkeit so auf a; und as, dass sich ein mdglichst kleiner Bereich ergibt,
Annahme einer nidherungsweisen Normalverteilung und Abschétzung der Varianz iiber die einer
Poisson-Verteilung mit gleichem Erwartungswert. 3P

'Lésbar mit Hilfe einer der Bereichsschitzungstabellen aus der Vorlesung.



